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EMENTA

Técnicas de caracterizacdo estrutural, morfologica, quimica, mecanica e espectroscopicas de materiais:
difracdo de raios X, fluorescéncia de raios X, microscopia 6tica, microscopia eletronica de varredura e
transmissdo, microscopia de forga atdmica, espectroscopia Mdssbauer, espectroscopia Raman,
infravermelho, ensaios mecanicos, analises térmicas, espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X
(XPS) e espectroscopia de elétrons Auger (AES).
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